Анализ реконфигурации магнитной доменной структуры соединения Y2(Fe0.29Co0.71)17 с утоньшением образца вдоль кристаллографической оси c
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Магнитная доменная структура (ДС) является индикатором магнитного состояния кристалла, а исследование закономерностей ее формирования позволяет качественно и количественно предсказывать микромагнитные свойства материала. Для объёмных одноосных магнетиков конфигурация ДС сильно коррелирована с геометрий исследуемого кристалла. Для наиболее комплексного исследования подобных структур интерес представляет не только их выявление на массивных кристаллах, но и рассмотрение реконфигурации с изменением толщины исследуемого объекта вдоль кристаллографической оси c.
Объектом исследования в данной работе являются образцы интерметаллического квазибинарного соединения Y2(Fe0.29Co0.17)17. Толщина кристаллов варьировалась в диапазоне от 2140 до 18 мкм. Магнитная доменная структура на базисной плоскости выявлялась с помощью метода магнитно-силовой микроскопии (МСМ) для каждой исследуемой толщины. Метод МСМ был реализован на базе сканирующего зондового микроскопа SolverNext (NT-MDT) с применением коммерческих зондов MFM-LM (TipsNano). Серии МСМ изображений полей рассеяния ДС были получены в широком диапазоне высот подъема сканирующего зонда z от 0.1 до 10.0 мкм в фазовом режиме с применением метода параллельного сканирования. 
Анализ полученных экспериментальных серий показал, что конфигурация поверхностной ДС усложняется с увеличением толщины кристалла L, однако средняя ширина поверхностных доменов остается неизменной во всем исследуемом диапазоне. Для количественной оценки сложности структуры на основе полученных МСМ данных было построено полное пространственное распределение полей рассеяния ДС с помощью метода, описанного в работе [1]. Анализ распределения позволяет определить статистический параметр среднего количества дополнительных доменов Nadd. 

Полученная зависимость параметра Nadd от толщины кристалла L демонстрирует обратный экспоненциальный рост, что отражает усложнение формирующейся на поверхности структуры. Значение вложенности для соединения Y2(Fe0.29Co0.17)17 равно Nadd ~ 0.6 для наименьшей исследованной толщины кристалла L = 18 мкм и растет с увеличением L, достигая значений Nadd ~ 1.3. Уменьшение скорости роста кривой Nadd(L) для больших толщин кристалла демонстрирует замедление процесса усложнения структуры, объясняя схожесть наблюдаемых поверхностных паттернов ДС для объемных одноосных магнетиков разной толщины. 
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